FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Informacioén del curso a dictarse

Afo 2019 Semestre | Primero

Expediente |0700 - 000957 / 14 - 000

Nombre del Curso

Fundamentos y aplicaciones de las microscopias de efecto tdnel (STM) y de fuerzas
atémicas (AFM)

Profesor Responsable (indicando las horas que participa en el dictado de clases)

Dra. Maria Elena Vela (6 horas)

Docentes Participantes (indicando las horas que participa en el dictado de clases)

Carolina Vericat (2 horas)
Patricia Schilardi (2 horas)
Guillermo Benitez (2 horas)

Maria Elena Vela (6 horas)

Eduardo Prieto (6 horas de laboratorio en dos turnos)*

(*) Los laboratorios cuya duracion es de tres horas se haran en dos turnos diferentes para

facilitar la participacién de los alumnos en grupos de no mas de cinco personas

Duracion Total (en horas) 15 hs (12 hs de teoria y 3 hs de laboratorio)

Modalidad Tedrico practico

(Tedrico, tedrico-practico, seminario, etc)

Tipo de evaluacion prevista Examen

Especificacion clara si se lo considera valido para cubrir exigencias del Doctorado.

Es valido para cubrir exigencias del Doctorado

Fechade dictado | 10,11y 12 de julio |Cupo de alumnos |10 (diez)

Inscripcion desde | 3 de junio Hasta el dia 21 de junio

Exigencias y requisitos de inscripcion

Poseer titulo de grado en carreras universitarias del area de las Cs. Exactas y Naturales,

Medicina e Ingenieria

Arancelamiento

NO

X |SI Montos




Destino de los fondos

Mecanismo de pago

Breve resumen de los objetivos y contenidos

Se desarrollan los conceptos béasicos de las técnicas de microscopias de efecto tunel (STM)
y de fuerzas atomicas (AFM) como herramientas indispensables en el campo de la
Nanociencia y Nanotecnologia. Se exponen los avances mas importantes de estos
instrumentos en &reas como la fisicoquimica de superficies, la caracterizacion de
interfases, la biotecnologia, la fisica y la ciencia de los materiales en general. Se discuten
los alcances y limitaciones de las técnicas a través de la discusion de resultados y la

realizacion de trabajos de laboratorio con los microscopios STM y AFM.

Contacto con el responsable

Direccion | Maria Elena Vela. INIFTA. Diagonal 113 esquina 64. La Plata

Teléfono | 4257430 Fax |4254642

Correo electronico | mevela@inifta.unlp.edu.ar

Programa del curso Microscopia de barrido por sondas aplicada al
estudio de superficies. Curso 2019

e Fundamentos del funcionamiento del microscopio de efecto tunel y de fuerzas atdmicas.
Equipamiento béasico de ambas técnicas. Tubos piezoeléctricos, puntas empleadas,
sistema de adquisicion y control. Modos y condiciones de operacion de los microscopios.
Preparacién de muestras y de puntas. Artefactos de medida. Métodos de anélisis de la
informacion y procesamiento de iméagenes.

e Microscopio de efecto tanel (STM): principios teéricos basicos. Estudios topogréaficos de
superficies metélicas y de semiconductores. Espectroscopia tunel. Resolucion atomica y
molecular. Empleo del STM en medios liquidos y en el estudio de dinamica de interfaces.
Empleo del microscopio STM con control de potencial para experiencias electroquimicas.
Aplicaciones en el campo de la corrosion, electrodeposicion, polimeros conductores y
caracterizacion de especies adsorbidas.

e Microscopio de fuerzas atomicas. Fuerzas intermoleculares y fuerzas superficiales.

Modos de operacion del microscopio, contacto, no contacto y contacto intermitente.



Seleccion de puntas cantilevers e interacciones a emplear en operacion. Sistemas de
deteccion de la sefial de interaccion punta-muestra. Obtencion y descripcién de las curvas
de fuerzas. Otras microscopias relacionadas: de fuerzas magnéticas, de fuerzas laterales,
de modulacion de fuerzas, de deteccion de fases, de fuerzas electrostaticas, de
capacitancias, de barrido térmico, nanolitografia.

Definicion de superficie desde el punto de vista fisicoquimico. Elementos de notacion en
estructuras superficiales. Aspectos practicos vinculados a la identificacion y clasificacion
de estructuras ordenadas, reconstrucciones, celdas periddicas unitarias y primitivas, sitios
de adsorcion en dos dimensiones. Técnicas de superficies utilizadas cominmente en
conjunto con las microscopias por sondas. Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X.
Fundamentos y aplicaciones.

Aspectos practicos de la microscopia STM, calibracién en el orden de las micras y en
escalas de resolucion atomica. Puesta en funcionamiento, obtencién de imagenes y
andlisis de las mismas. Empleo de una grilla de calibracién de una micra y de grafito
pirolitico altamente orientado (HOPG).

Aspectos practicos del AFM. Alineacion del cantilever y optimizacion de la sefial dptica.
Calibracién de una grilla de 5 micras y obtencidn de imagenes de una superficie de un
disco compacto. Analisis topografico y cuantificacion de morfologia superficial.
Obtencién de imagenes de un sistema bioldgico (bacterias, células, membranas lipidicas

soportadas).
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Presupuesto estimado para gastos del curso

Se prevé la compra de productos quimicos para limpieza de sustratos y puntas

(alcohol etilico absoluto, agua oxigenada, acido sulfarico).

Presupuesto estimado: 4000 $ ( cuatro mil pesos)




